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Актуальной задачей диагностирования молекулярно-химического состава веществ является создание и развитие локальных, неразрушающих методов исследования материалов, устройств или биообъектов с нанометровым разрешением. Такие исследования становится возможно реализовать благодаря эффекту TERS (Tip-enhanced Raman spectroscopy) [3]. Суть эффекта состоит в том, что вблизи острия металлического зонда Атомно-силового микроскопа (АСМ) наблюдается интенсивное усиление Рамановской составляющей рассеянного света от возбужденных лазером молекул вещества исследуемого образца. Получаемые при таких исследованиях спектры Рамановского рассеяния зависят от конкретной молекулярной структуры и представляют собой нечто наподобие «отпечатков пальцев» [1], идентифицирующих химические связи и состав молекул.

Серьезной проблемой при реализации TERS эффекта является совмещение острия зонда АСМ микроскопа с центром лазерного пятна и поддержание стабильности такого расположения долгое время. В процессе долгого сканирования наблюдается уменьшение интенсивности спектров КРС, вызванное дрейфом зонда АСМ относительно центра лазерного пятна. Дрейф связан с нагревом элементов конструкции микроскопа [2], а также неидеальными характеристиками пьезосканера. Нагрев происходит из-за: разогревающего воздействия лазерного излучения на зонд АСМ и исследуемый образец, колебания температуры окружающей среды, рассеяния тепла от самого микроскопа. В результате дрейфа зонд перемещается по области лазерного пятна, что приводит к нежелательным колебаниям спектрального сигнала, его деградации и появлению фантомных спектров. 
Для устранения дрейфа предлагается изменять траекторию перемещения зонда АСМ микроскопа в соответствии с заранее рассчитанной. В работе были разработаны математическая модель и программа для корректировки траектории перемещения зонда АСМ, применение которых позволяет улучшить качество, получаемых АСМ сканов, а также повысить локальность измерений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ на оборудовании РЦЗМкп РГРТУ.
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